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間3 次の 1, Ⅱの文章の
―

lの部分に入る最も適切な語句,記号又は数値を,それぞれの解答群の中か

ら1つ だけ選べ。

非密封の 3H,″ aヽ,32P,B'こ sを使う施設がある。この施設は複数の実験グループが共同で利用している。

I グループAがフードNo_1を利用するため,実験開始前にGM管式サーベイメータで汚染検査を行

鮮誰鱚咆姦:基夕鰹受竃尚定のためにポータブルE:彗口半導体検出器て

kcVの γ線ピークが 1本だけ明瞭に観測されたた

に調べると,フ ー ド前面 より奥の方が線量率が高 く,フ ー ドNo.1と 背中合わせに設置されているフ

ー ドNo.2か らの放射線が疑われた。

そこでフー ドNo.2を使用 しているグループ Bの責任者に連絡をとった。グループ Bは,100 MBq

のL童 をフー ド内に置いていた。鉛ブロツクで三方を囲んでいたが,フ ー ド背面方向にはしやヘ
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。.1l cm2.g~1,鉛 の密度を 12 gocm 3と する。グ

指示 し,周囲の線量率が十分小さな値になつていることを確認 した。

なお,こ の施設で使うEZ甍日は,γ 線を放出しないがEF蜘 による光子に対するしゃへいが必

要になる。そのしやへいのためには,E[頚
口
元素からできているしゃへい体を線源のそばに配置し

て, そのタト側に
甲

元素からできているしやへい体を設置する。

<A,Bの 解答群>
1 薄窓型ガスフロー

6 Si  7 液体

<cの解答群>
1  511     2  662

<D,Eの 解答群>
l  o.09    2  0.37

くF～ Hの解答群>
1 制動放射  2 対消滅  3 核異性体転移  4 原子番号の小さな

5 原子番号の大きな  6 イオン化エネルギーの小さな  7 イオン化エネルギーの大きな

<ア ,イ の解答群>
1  3H   2  22Na   3  32P   4  137cs

2 NaI(Tl)   3 ZnS(Ag) 4 表面障壁型  5 Ge

2  1,173    2  1,275

3  0_9    4  37    5  130    6  510    7  730    8  1,200



Ⅱ 表面汚染の濱1定 においては,汚染の様態と汚染核種に応じて適切な測定法と測定器を選ぶ必要があ

る。測定法には大 きく分けて,「 逮rttl定 法とEI Jb測 定法がある。  I 測定法では,
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E=圧コの放射線による計数率は 1,200 cpmで あつた。スミアろ紙によるふき取 り効率を 0.5,ふ き

取 り面積を 1∞ cm2,検 出効率を 30%と すると,  ウ の表面密度はE tt「 Bq・ Cm 2と なる
,

<I～Lの解答群>
1 破壊  2 非破壊  3
8 遊離性  9 昇華性

<Mの 解答群>
1 不感時間  2 回復時間

<N,0の 解答群>

7 揮発性

1 端窓 GM管   2 N証 (Tl)シ ンチ レーシヨン  3 ZnS(Ag)シ ンチ レーション

4 液体 シンチ レーシヨン

<Pの解答群>

1  0.47    2  1.3    3  3_7    4  130

<ウ の解答群 >

1  3H   2 22Na   3  32P   4 13'cs

直接  4 間接  5 接触  6 非接触

10 固着性  11 減麦性  12 粉末性

3 時定数  4 エネルギー分解能


